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L’apport de la microscopie 
électronique à l’étude des météorites

• L’imagerie électronique
• L’analyse EDS
• La microfluorescence X
• La cathodoluminescence
• La microspectrométrie Raman
• L’EBSD



L’imagerie électronique

• - Secondaires
• - BSE
• - faible tension
• - vide partiel



- Secondaires



-BSE
Chennaoui et al (2008) MAPS



• - faible tension
• - vide partiel



L’analyse EDS

• analyse chimique ponctuelle
• cartographie chimique



Analyse chimique ponctuelle

 

Element KRatio Wt% At% Compound Cmpd 
Wt% 

ChiSquared Net 
(cps) 

Ca 0.0084 0.91 0.50 CaO 1.27 0.99 45.9 
Mg 0.1127 14.86 13.38 MgO 24.63 2.15 1071.9 
Al 0.0043 0.60 0.49 Al2O3 1.14 2.15 40.9 
Si 0.2163 25.38 19.79 SiO2 54.30 2.15 1995.5 
Na 0.0026 0.33 0.31 Na2O 0.44 2.15 17.9 
Fe 0.1216 13.34 5.23 FeO 17.16 1.33 249.2 
Mn 0.0061 0.63 0.25 MnO 0.81 1.33 14.1 
O 0.0000 43.71 59.81   47.48 1596.3 

Total 0.4720 99.75 99.75 Total 99.75 18.78  



Cartographie chimique
-qualitative
-quantitative



La microfluorescence X



La cathodoluminescence

• Imagerie
• Spectroscopie
• - mode ponctuel
• - mode balayage



Exemple : Spéciation de la silice

Chennaoui et al. (2005) MAPS





La microspectrométrie Raman

 

Laser : 532nm Š Rˇseau x : 600 traits Š Temps dÕacquisition : 30s 

Identification de phase
Cartographie



Spéciation



Cartographie du silicium
1.4 x 1.4 mm2

 



L’EBSD
B. Ildefonse USTL

• Identification de phases
• Analyse de texture
• Cartographie



Conclusions

• Neccessité de couplage de plusieurs 
méthodes analytiques (Imagerie, Raman, CL …)

• Cartographie quantitative
- en balayage

-pb de focalisation, déformation
- asservissement de la platine

- faible grossissement
- déplacements importants

- traitement informatiques des données


